








10 Produktübersicht

Ob hochpräzise Schichtdickenmessung oder exakte 
Materialanalyse, im breiten Sortiment der FISCHER Rönt-
genfluoreszenz-Messsysteme gibt es für jeden Einsatz- 
zweck das optimale Messgerät. In der FISCHERSCOPE 
X-RAY Produktlinie stecken neben vielen Innovationen 
und Patenten über 30 Jahre Erfahrung und ständige 
Weiterentwicklung. 

Die Bestimmung von Einfach- oder Mehrfachschichten 
auf kleinsten Strukturen und großen Teilen, die Spuren
analyse nach RoHS, die Prüfung von Schmuck und 
Gold oder die Inline-Messung in der laufenden Ferti
gung – FISCHERSCOPE X-RAY Geräte leisten das. Im 
Labor und in der Industrie.

Und die steuernde Intelligenz dieser Messgeräte heißt 
WinFTM®. Sie macht die Bedienung einfach und setzt 
Maßstäbe in Funktionsvielfalt und Präzision.

Schichtdickenmessung und Materialanalyse
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FISCHERSCOPE® X-RAY XUL® und XULM®

Die Modelle der XUL-Baureihe sind kompakte Röntgen
fluoreszenz-Messsysteme zur Schichtdickenmessung 
und Materialanalyse. Durch die Anordnung von Rönt-
genquelle und Detektor unterhalb der Messkammer 
lassen sich die zu messenden Gegenstände schnell und 
einfach direkt auf der Auflage positionieren.

Die XUL-Geräte verfügen trotz kompakter Abmessungen 
über eine großvolumige Messkammer, so dass auch 
größere Teile gemessen werden können. Sie eignen sich 
besonders für die Messung an galvanisch beschichteten 
Teilen wie Schrauben, Bolzen oder Muttern oder für 
dekorative Beschichtungen. Auch der Metallgehalt von 
Galvanikbädern kann schnell und einfach analysiert 
werden.

Für die Messung an kleinen Strukturen kommt das XULM 
zum Einsatz. Es ist mit einer Mikrofokusröhre ausgestat-
tet und verfügt über automatisch wechselbare Blenden 
und Mehrfachfilter. Dadurch eignet es sich besonders 
für die Messung an filigranen Teilen wie Steckern, Kon-
takten und Drähten, aber auch für manuelle Messungen 
an Leiterplatten.

SCHICHTDICKE

MATERIALANALYSE

Korrosionsschutz: Zn/Fe Duschkopf: Cr/Ni/Cu/ABS Goldschmuck

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®

Die einfach zu bedienenden Röntgenfluoreszenz-Mess-
systeme der XAN-Serie sind ideal für die Materialana-
lyse in Handel und Produktion, Forschung und Ent-
wicklung. 

Für die Gold- und Schmuckindustrie sind speziell opti-
mierte XAN-Geräte erhältlich, die auf die Anforderun-
gen dieser Branche ausgerichtet sind. Mit ihnen können 
Schmuckstücke zerstörungsfrei und schnell auf ihre Echt-
heit hin untersucht und der Goldgehalt exakt bestimmt 
werden. Auch detaillierte Analysen von Gold- und Edel-
metalllegierungen sind einfach durchführbar.

Ausgestattet mit einem Silizium-Drift-Detektor können mit 
dem XAN 150 dünne Schichten, komplexe Legierungen 
und die Zusammensetzung von Pulvern, Flüssigkeiten 
und Stäuben analysiert werden. Es wird in Laboren 
und Prüfanstalten sowie in Scheideanstalten und beim 
Zoll eingesetzt. Durch die sehr gute Wiederholpräzision 
des Geräts können mit der Kuppelation vergleichbare 
Genauigkeiten erreicht werden.

Bestimmung des Goldgehalts
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FISCHERSCOPE® X-RAY XDL® und XDLM®

Die Geräte der XDL-Serie sind mit Proportionalzählrohr-
detektor ausgerüstet und werden in der Qualitätssiche-
rung, der Wareneingangskontrolle und in der Ferti-
gungsüberwachung eingesetzt. Durch die gut zugäng-
liche Messkammer eignen sie sich auch für große Prüf-
teile mit komplexen Geometrien. Die XDL-Geräte können 
mit einfacher Auflage oder verschiedenen XY-Tischen 
und Z-Achse ausgerüstet werden und sind so auch für 
die automatisierte Serienprüfungen einsetzbar.

Typische Anwendungen sind die Messung galvanischer 
Beschichtungen sowie funktioneller Schichten in der 
Elektronik- und Halbleiterindustrie. Auch Korrosions-
schutzschichten und dekorative Schichten wie Chrom 
auf Nickel/Kupfer lassen sich mit den XDL-Geräten 
schnell und präzise bestimmen. Zudem kann die Zusam-
mensetzung galvanischer Bäder analysiert werden.

Das XDLM mit Mikrofokusröhre ist ideal für die Messung 
an sehr kleinen Strukturen wie z.B. Beschichtungen auf 
Steckkontakten und anderen Elektronikbauteilen. 

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL®

Die XDAL-Messsysteme mit Silizium-PIN-Detektor und 
Mikrofokusröhre liefern zuverlässige Analyseergebnisse 
und Schichtdickenwerte, auch bei kleinen Konzentrati-
onen und dünnen Schichten. Sie werden sowohl in der 
Wareneingangskontrolle, in der Fertigungsüberwa-
chung als auch in Forschung und Entwicklung einge-
setzt. XDAL-Geräte sind mit wechselbaren Blenden und 
Filtern sowie mit einem schnellen, programmierbaren 
XY-Tisch ausgerüstet. Damit können definierte Messpo-
sitionen automatisch angefahren und Serienmessungen 
automatisiert durchgeführt werden.

Typische Anwendungen für das XDAL sind die Analyse 
von Hartstoffbeschichtungen z.B. an Bohrern und Frä-
ser, Materialanalysen von Legierungen und die Mes-
sung sehr dünner Schichten in der Elektronik- und Halb-
leiterindustrie . Auch „high reliability“-Untersuchungen 
in der Luft- und Raumfahrttechnik oder die Kontrolle der 
Einhaltung der RoHS-Norm bei Elektronikprodukten sind 
mit dem XDAL möglich. Dabei wird z.B. der Bleigehalt 
in Lötzinnschichten bestimmt.

SCHICHTDICKE

MATERIALANALYSE

Leiterplatten: Au/Ni/Cu/PCB Steckkontakte: Au/Ni/CuSn6 HSS-Bohrer: TiN/Fe Bestückte Leiterplatte: Bleifreiheit
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FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD
Das XDV-SDD ist für höchste Anforderungen in der 
Schichtdickenmessung und Materialanalyse konzipiert.
 Mit seinem modernen Silizium-Drift-Detektor eignet 
es sich speziell für die zerstörungsfreie Bestimmung 
weniger Nanometer dünner Schichten und für die prä-
zise Spurenanalyse. Es ist ideal für die Messung an 
Leiterplatten und Elektronikbauteilen nach RoHS- und
WEEE-Anforderungen, für die Bestimmung komplexer 
Mehrschichtsysteme sowie für die Messung galvani-
scher oder aufgedampfter Schichten in der Elektronik- 
und Halbleiterindustrie. Auch der Phosphorgehalt in 
Chemisch-Nickel-Schichten lässt sich mit dem XDV-SDD 
bestimmen.

Um für jede Messung optimale Anregungsbedingun-
gen zu schaffen, verfügt das XDV-SDD über elektrisch 
wechselbare Blenden und 6 Primärfilter. Es ist universell 
einsetzbar und durch den schnellen, programmierbaren 
XY-Messtisch auch für automatisierte Messungen z.B. in 
der Qualitätskontrolle geeignet.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-µ
Das XDV-µ ist mit einer innovativen Polykapillar-Rönt-
genoptik zur Fokussierung der Röntgenstrahlen aus-
gerüstet, wodurch sehr kleine Messflecke bei zugleich 
hoher Anregungsintensität realisiert werden können. 
Damit ist das XDV-µ besonders für die Messung dünner 
Schichten und für die Analyse an Strukturen kleiner  
100 µm geeignet. Der Silizium-Drift-Detektor garantiert 
dabei eine hohe Genauigkeit der Analyse sowie eine 
gute Nachweisempfindlichkeit. Durch die hochauflö-
sende Videooptik ist eine sichere Positionierung und 
gestochen scharfe Darstellung selbst kleinster Messstel-
len möglich.

Das XDV-µ ist ideal für die hochpräzise Messung von 
Schichtsystemen auf Leiterplatten, Leadframes, dünnen 
Drähten und Wafern sowie für die Materialanalyse 
an kleinen Strukturen und Bauteilen in der Elektronik- 
und Halbleiterindustrie. Es wird hauptsächlich für For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben im Labor, aber 
auch für die Prozessqualifizierung und Qualitätssiche-
rung sowie in der Fertigungsüberwachung eingesetzt.

SCHICHTDICKE

MATERIALANALYSE

Passivierungsschichten: Cr/Zn/Fe Steckkontakte: Au/Ni/CuSn6 Draht: Sn/Cu Leadframe: Au/Pd/Ni/CuFe
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Das XUV ist das ideale Messsystem für Forschung und 
Entwicklung, aber auch für die Prozessqualifizierung, 
Qualitätssicherung und Fertigungsoptimierung bestens 
geeignet. Typische Einsatzgebiete sind die Analyse 
funktionaler Schichten in der Elektronik- und Halbleiter-
industrie, z.B. dünne Aluminium- und Silizium-Beschich-
tungen auf Wafern. Durch die Messung im Vakuum 
können für diese Schichten Wiederholpräzisionen von 
wenigen Nanometern erreicht werden. 

Auch für allgemeine Materialanalysen wie z.B. foren-
sische Untersuchungen oder Spurenelementanalysen 
in Bodenproben, in der Photovoltaik-Industrie oder für 
die Analyse von Gold- und Schmuckstücken kann das 
XUV eingesetzt werden. Durch die Analyse der Matrix 
von Edelsteinen lassen sich deren Art und Herkunft und 
damit die Echtheit und der Wert bestimmen.

FISCHERSCOPE® X-RAY XUV® 773
Das Röntgenfluoreszenz-Messsystem XUV 773 ist mit 
einer großen, evakuierbaren Messkammer ausgerüs-
tet. Zusammen mit dem großflächigen Silizium-Drift-
Detektor kann es Fluoreszenzstrahlung mit niedriger 
Energie bis hinunter zu ca. 1keV nachweisen. Damit 
lassen sich insbesondere die Elemente Natrium und 
Magnesium sowie die L-Strahlung von Zink, Kupfer und 
Nickel messen. Unter Verwendung großer Blenden und 
den damit möglichen hohen Zählraten sind sehr kleine 
Wiederholpräzisionen sowie sehr niedrige Nachweis-
grenzen und damit eine hohe Genauigkeit der Analyse 
erreichbar.

Das XUV ist besonders für die zerstörungsfreie und 
hochpräzise Analyse dünner Schichten und leichter 
Elemente geeignet. Bis zu 24 Elemente im Bereich von 
Natrium (11) bis Uran (92) werden dabei simultan 
detektiert. Die Analyse kann unter Umgebungsluft, Heli-
um oder im Vakuum erfolgen, so dass auch organische 
oder feuchte Proben bestimmt werden können.

SCHICHTDICKE

MATERIALANALYSE

Edelstein: Matrix Al2O3, SiO2 Bodenproben, Asche, Mineralien Wafer: Al/Si-Wafer
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FISCHERSCOPE® X-RAY für die Inline-Messung
Diese Röntgenfluoreszenz-Messsysteme für die kon
tinuierliche Schichtdickenmessung und -analyse sind 
speziell auf die Qualitätskontrolle im laufenden Ferti-
gungsprozess ausgerichtet.

FISCHERSCOPE® X-RAY 4000
Ausgestattet mit einer schnellen Verfahreinrichtung ist 
diese Baureihe ideal, wenn an mehreren Positionen 
gemessen werden soll, oder der Messkopf automatisch 
und präzise nachgeführt werden muss.

Die FISCHERSCOPE X-RAY 4000 werden hauptsächlich 
in der Bandgalvanik für die Messung auf Massen- und 
Stanzteilen eingesetzt, aber auch heißverzinnte Bänder 
und Metallbeschichtungen auf Folien können während 
der Produktion präzise gemessen werden.

SCHICHTDICKE

MATERIALANALYSE

Sensorkontakte: Au/Ni/CuFe Vollband: Au/Ni/CuSn6 CIGS: CuInGaSe/Mo/Folie

FISCHERSCOPE® X-RAY 5000
Diese Baureihe ist als Flansch-Messkopf speziell für die 
Integration in Fertigungsanlagen konzipiert. Sie ermög-
licht die kontinuierliche zerstörungsfreie Inline-Analyse
von Legierungen und die Messung dünnster Schichten 
und Schichtsysteme auf großflächigen Produkten direkt 
im laufenden Fertigungsprozess. Mittels eines gekühlten 
Standardflansches ist die Ankopplung an Vakuumkam-
mern möglich, wobei durch den integrierten Kühlkreis-
lauf auch bei hohen Substrattemperaturen gemessen 
werden kann.

Die FISCHERSCOPE X-RAY 5000 bestimmen z.B. in 
der Photovoltaik-Industrie die Dicke und Zusammenset-
zung von CIGS-, CIS- oder CdTe-Schichten auf unter-
schiedlichen Grundwerkstoffen wie Glas, Metall oder 
Kunststoff. Zudem werden sie für die Analyse dünner 
Schichten auf Metallbändern und Folien sowie für die 
Prozessüberwachung von Sputter- und Galvanikanlagen 
eingesetzt.
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Werkstoffprüfung

Materialversagen kann fatale Folgen haben. Des- 
halb müssen Werkstoffe und ihre Verarbeitung 
auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
geprüft werden.

Wenn im Stahlbau die Güte von Schweißnähten 
oder an eloxierten Fassadenelementen die Nach-
verdichtung gemessen wird, wenn an Tanks die 
Beschichtung oder an Flugzeugen die Ermün-
dung von Aluminiumstrukturen geprüft wird – 
Messtechnik von Fischer ist gefragt und bewährt.
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FERITSCOPE® FMP30 
Ein kompaktes Messgerät zur normgerechten, zerstö-
rungsfreien Bestimmung des Ferritgehalts in austeni-
tischem Schweißgut und in Duplex-Stählen. Mit dem 
magnetinduktiven Verfahren kann der Ferritgehalt zwi
schen 0,1 und 80 % Fe oder im Ferritnummernbereich 
von 0,1 bis 110 FN einfach und schnell vor Ort ge- 
messen werden.

ANOTEST® YMP30-S 
Das YMP30-S wird zur Prüfung der Nachverdichtung 
anodischer Schichten auf Aluminium eingesetzt. Es  
misst den Scheinleitwert normgerecht und ist durch  
seine handliche Ausführung ideal für den Einsatz vor 
Ort geeignet.

                                  POROSCOPE® HV40
                            Zum Auffinden von Poren und Fehlstellen, 
Rissen und Fremdkörpereinlagerungen in Auskleidungen 
und Beschichtungen aus Email, Lack, Gummi und Bitu- 
men, auch in Behältern aus GFK oder anderen Kunst- 
stoffen. 

WERKSTOFFPRÜFUNG

FERITSCOPE® FMP30: Ferritgehalt-
messung an Schweißnähten

ANOTEST® YMP30-S: Nachverdich-
tungsprüfung anodisierter Schichten

SIGMASCOPE® SMP10: Leitfähigkeits-
messung an Aluteilen

SIGMASCOPE® SMP10
Zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Nichtei-
senmetallen bzw. nichtmagnetisierbaren Metallen wie 
z. B. Aluminium, Kupfer und auch Edelstählen nach dem 
Wirbelstromverfahren. Zudem lassen sich über die 
ermittelte Leitfähigkeit Rückschlüsse auf die Härte und 
Festigkeit wärmebehandelter Werkstoffe ziehen. Auch 
Hitzeschäden und Materialermüdung können festge-
stellt werden. 
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Mikrohärtemessung

Die hohen Anforderungen der modernen Ober-
flächentechnik – sehr harte, sehr dünne oder 
viskoelastische Beschichtungen und Werkstoffe 
zu charakterisieren – machen entsprechend leis-
tungsfähige Messverfahren und -systeme erfor-
derlich. 

Die Messgeräte für Mikrohärte von Fischer mes
sen dort, wo klassische Messverfahren an ihre 
Grenzen stoßen – im Nanometerbereich –  
schnell, präzise und effektiv.
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Mikrohärte-Messsysteme
Bedienerfreundliche und leistungsfähige Messsysteme 
zur präzisen Bestimmung der Martenshärte nach dem 
Kraft-Eindringtiefen-Verfahren. Zudem können weitere  
wichtige Parameter wie z.B. die Vickershärte, das elasti-
sche Eindringmodul oder das Kriechverhalten von Werk-
stoffen ermittelt werden. Haupteinsatzgebiete sind Lack-
schichten, galvanischen Schichten, Hartstoffschichten, 
Polymere, Metalle und Beschichtungen auf Gläsern.

FISCHERSCOPE® HM2000
Die HM2000-Baureihe verfügt über einen Prüfkraftbe-
reich von 0,1 - 2000 mN und eine Wegauflösung von 
weniger als 100pm. Das HM2000 S bietet als Stativ- 
ausführung den Einstieg in die Mikrohärtemessung 
und ist für einfach positionierbare Messobjekte sehr 
gut geeignet. Für einen automatisierten Messablauf 
steht das HM2000 mit programmierbarem XY-Tisch und  
motorischer Z-Achse zur Verfügung. Für beide Varianten 
sind Systeme zur Schwingungsdämpfung und verschie-
dene Proben-Positioniervorrichtungen erhältlich. 

MIKROHÄRTE

Brillengläser: kratzfeste Schutz-
schichten

Wafer: Härtebestimmung an der 
Goldbeschichtung

PICODENTOR® HM500
Mit dem HM500 lassen sich die Martenshärte, elastische 
Kenngrößen und andere Werkstoffparameter auch im 
Nanometerbereich bestimmen. Durch die hochpräzise 
Wegauflösung im Pikometerbereich und die Krafterzeu-
gung bis auf wenige Mikronewton können ultradünne 
Schichten oder Oberflächenbereiche bezüglich ihrer 
mechanischen Eigenschaften charakterisiert werden.

Sehr dünne Beschichtungen auf Sensoren, Gläsern
und Datenträgern, ionenimplantierte Oberflächen und
Matrixeffekte in Legierungen gehören zu den typischen
Anwendungsgebieten des HM500. Mit einem hoch-
präzisen, programmierbaren XY-Tisch zur Probenpositi-
onierung, aktivem Schwingungsdämpfungstisch und
geschlossener Messkammer ist das HM500 sowohl 
für wissenschaftliche Fragestellungen im Labor als auch 
zur Prozess- und Qualitätskontrolle in der Fertigung 
einsetzbar. Um kleinste Materialveränderungen im
Nanometerbereich sichtbar zu machen, kann das
HM500 optional mit einem AFM (Atomic Force Micro-
scope) erweitert werden.

Hochpräzise Vermessung 
einer Glass-Probe mit AFM



Hohlraumsonde V3FGA06H für die Messung 
von KTL-Beschichtungen in schwer zugäng-
lichen Hohlräumen. Dadurch wird die Zerstö-
rung z.B. von Karosserieteilen hinfällig

Duplex-Sonde FN5D 
für die Messung der Chrom- und 

Kupferschicht auf Druckwalzen 
mit Krümmungskompensation und 

Leitfähigkeitsabgleich 
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Sonden

So vielfaltig wie die Messaufgaben im industriellen 
Kunden-Umfeld ist auch das Angebot an Sonden von 
FISCHER. Diese sind hochpräzise und optimal auf die 
unterschiedlichsten Messaufgaben abgestimmt. Durch 
ständige Weiterentwicklungen und Innovationen umfasst 
das Sondenprogramm von FISCHER inzwischen einige 
hundert Messsonden, um immer optimale Messergebnis-
se mit höchster Genauigkeit zu erzielen. Selbstverständ-
lich bietet FISCHER eine umfassende und kompetente 
Beratung zur Wahl der richtigen Sonde passend zur 
jeweiligen Messaufgabe.

Die Sonden von FISCHER sind äußerst robust und ver-
schleißfest – auch bei harten Oberflächen und vielen 
Messzyklen liefern sie über eine lange Zeit präzise 
Messergebnisse. Alle Sonden werden unter höchsten 
Qualitätsansprüchen im eigenen Hause entwickelt 
und gefertigt. Jede Sonde durchläuft eine individuelle 
Werkskalibrierung, um ein Höchstmaß an Richtigkeit 
zu gewährleisten.

Für das Wirbelstromverfahren wurden Sonden entwi-
ckelt, die bei gekrümmten Messobjekten den Krüm-
mungseinfluss kompensieren können. Auch unterschied-
liche Leitfähigkeiten des Grundmaterials, wie z.B. bei 
Aluminium, können dank einer patentierten Leitfähig-
keitskompensation bei allen Wirbelstrom-Sonden aus-
geglichen werden. Damit können zeitaufwendige Kali-
briervorgänge vor Ort auf dem tatsächlichen Grundma-
terial vermieden und trotzdem eine sehr hohe Richtigkeit 
erreicht werden.

Sonden für spezielle Anwendungen
Immer wieder tauchen besonders herausfordernde Mes-
saufgaben auf, für die nur eine spezielle Sondenlösung 
präzise Messergebnisse liefern kann. Deshalb entwi-
ckeln Experten von FISCHER bei Bedarf individuelle 
Sonderkonstruktionen, um ein Maximum an Wieder-
holpräzision und Richtigkeit bieten zu können.
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Zubehör und Kalibrierung

Zubehör
Umfangreiches Zubehör ergänzt das Produktsortiment 
von Fischer. Manuell und motorisch angetriebene Stati-
ve, Probenhalter in den unterschiedlichsten Bauformen, 
Schutzhüllen für Geräte, Adapter und vieles mehr, was 
den täglichen Einsatz erleichtert.

Kalibrierung und Zertifizierung
Zusätzlich bietet FISCHER ein breites Sortiment an Kali-
briernormalen für die jeweiligen Messverfahren. Dazu 
gehören z.B. Reinelement-Folien, Ein- und Zweischicht-
normale sowie komplette Kalibriersätze für unterschied-
liche Applikationen. Aber auch Standards für Ferritge-
halt- oder Leitfähigkeitsmessungen und Kalibriernormale 
aus unterschiedlichen Materialien in allen gängigen 
Schichtdickenbereichen.

FISCHER ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle 
GmbH gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2005 als Kali-
brierlabor für Flächenmasse zugelassen. Damit können 
zertifizierte, rückführbare Kalibriernormale angeboten 
werden.

Spezielle Lösungsmesszelle für die 
schnelle und einfache Analyse galvani-
scher Bäder

Motorisches Stativ zur automatisierten,  
reproduzierbaren Positionierung der Sonde 
auf der Probe, wodurch eine deutlich  
verbesserte Wiederholpräzision erreicht wird

Halterung für Querschliffproben mit 
einem Durchmesser von 20, 30, 40 oder 
50 mm

Handgelenkshalter für MP0R-FP Geräte 
zur Einhandbedienung
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Fischer weltweit

SERVICE

Wer in einer globalen Welt erfolgreich sein will, muss 
die Anforderungen und Wünsche seiner Kunden ken-
nen. FISCHER versteht sich als Partner seiner Kunden 
und legt deshalb größten Wert auf hervorragende 
Beratung und enge Zusammenarbeit. Darum ist die 
Helmut Fischer Gruppe mit eigenständigen Unterneh-
men und qualifizierten Vertriebspartnern weltweit prä-
sent, auch in Ihrer Nähe.

Service
Guter Service und effiziente Unterstützung der Kun-
den sind für FISCHER ebenso wichtig wie technisch 
ausgereifte und innovative Produkte. Deshalb verfügt 
FISCHER weltweit über ein enges und hervorragend 
ausgebautes Servicenetz mit hochqualifizierten Mitar-
beitern. Mit umfangreichen Leistungen, wie Inbetrieb-
nahme, Wartung, Schulung, Kalibrierservice und.. 
und.. und.., unterstützt FISCHER Sie in allen Belangen 
rund um Ihre Messgeräte und deren Einsatz. So wird 
dafür gesorgt, dass die Zuverlässigkeit und Präzision 
von FISCHER-Produkten erhalten bleiben. Weltweit.

Dem hohen Anspruch an Qualität und Kundenzufrie-
denheit entsprechend, sind alle Mitglieder der Helmut 
Fischer Gruppe nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
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Schulung und Seminare
Damit Sie von den hochwertigen FISCHER-Produkten 
maximal profitieren können, geben Ihnen die Exper-
ten von FISCHER ihr Anwendungs-Know-How gerne 
weiter. Angefangen bei Seminaren und Trainings zu 
messtechnischen Grundlagen, über die optimale Nut-
zung der Geräte bis hin zu Experten-Symposien zu 
speziellen Themen.

Applikationslabore
Anspruchsvolle Messaufgaben erfordern immer mehr 
qualifizierte Anwendungsberatung. FISCHER trägt die- 
ser Anforderung durch die Einrichtung von Applika-
tionslaboren an verschiedenen Standorten weltweit  
(z.B. in Deutschland, Schweiz, China und USA) Rech-
nung.



99
1-

01
9 

   
   

01
/1

2
05

-1
1

  Schichtdicke      Materialanalyse      Mikrohärte      Werkstoffprüfung

Fischer weltweit

Helmut Fischer GmbH
Institut für Elektronik und Messtechnik
71069 Sindelfingen, Germany
Tel. +49 70 31 30 30
mail@helmut-fischer.de

Fischer Instrumentation (GB) Ltd
Lymington / Hampshire SO41 8JD, England
Tel. +44 15 90 68 41 00
mail@fischergb.co.uk

Fischer Technology, Inc.
Windsor, CT 06095, USA
Tel. 1 (860) 683-0781
info@fischer-technology.com

Helmut Fischer AG
CH-6331 Hünenberg, Switzerland
Tel. +41 41 785 08 00
switzerland@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation Electronique
78180 Montigny le Bretonneux, France
Tel. +33 1 30 58 00 58
france@helmutfischer.com

Helmut Fischer S.R.L.
Tecnica di Misura, 20128 Milano, Italy
Tel. +39 0 22 55 26 26
italy@helmutfischer.com

Fischer Instruments, S.A.
08018 Barcelona, Spain
Tel. +34 9 33 09 79 16
spain@helmutfischer.com

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
5627 GB Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 40 248 22 55
netherlands@helmutfischer.com

Fischer Instruments K.K.
Saitama-ken 340-0012, Japan
Tel. +81 4 89 29 34 55
japan@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (Far East) Ltd
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel. +852 24 20 11 00
hongkong@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (S) Pte Ltd
Singapore 658065, Singapore
Tel. +65 62 76 67 76
singapore@helmutfischer.com

Nantong Fischer Instrumentation Ltd
Shanghai 200333, P.R. China
Tel. +86 21 32 51 31 31
china@helmutfischer.com

Fischer Measurement Technologies (India) Pvt. Ltd
Pune 411036, India
Tel. + 91 20 26 82 20 65
india@helmutfischer.com

www.helmut-fischer.com


